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半導体レーザジャイロ

光ジャイロ、半導体レーザジャイロ、半導体リングレーザ
ジャイロ

干渉縞を用いることなく回転の角速度を求める。

本発明によれば、干渉縞を形成しなくても回転の角速度を求めることが可能であり、
その結果、干渉縞を形成するための光学系が不要で構成が簡素化されるとともに、
干渉縞の移動の消失による低速回転時における回転角速度の消失がなく、低速角
速度の検出ができる。

本発明に係る半導体レーザジャイロ１００は、レーザ光Ｌを発射する半導体レーザ
１０と、レーザ光をモニタする光検出器５０とから成り、半導体レーザ１０は、半導体
層２０内にキャビティーを構成しており、そのキャビティーは、活性層内の仮想の多
角形の経路を周回するように光を反射することが可能な端面を備えており、レーザ
光Ｌは光検出器５０でＲＦ帯域におけるスペクトルの強度とピーク周波数が検出さ
れ、それらに基づいて回転角速度が求められる。


